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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requierent I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 5436 a ete elaboree par le comite technique ISO/TC 57, 
IWtrologie et proprih t&s des surfaces. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1985 0 

Imprim en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 5436-1985 (F) 

khantillons d’Qtalonnage - Instruments 6 palpeur - 
Type, btalonnage et emploi des khantillons 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norme internationale specific les caracteristiques 
des echantillons utilises pour I’etalonnage des instruments a 
palpeur (voir IS0 1880 et IS0 3274). Les annexes donnent des 
indications quant a leur Btalonnage et a leur utilisation pour 
I’etalonnage et le reglage des instruments de laboratoires, de 
salles d’etalonnage et d’ateliers. 

2 R6f6rences 

IS0 468, Rugosite des surfaces - Parametres, leurs valeurs et 
/es &g/es genera/es de la determination des specifications. 

IS 0 1878, Classification des appareils et dispositifs servant a 
mesurer et a &valuer des parametres geome triques des e tats de 
surface. 

IS0 1879, Instruments de mesurage de la rugosite des surfaces 
par la methode du profil - Vocabulaire. 

IS0 1880, Instruments de mesurage de la rugosite des surfaces 
par la methode du profil - Instruments 1;) palpeur) avec con- 
tat t 9 transformation progressive du pro fil - Enregistreurs de 
pro fil. 

IS0 3274, Instruments de mesurage de la rugosite des surfaces 
par la methode du pro fil - Instruments a palpeur-aiguille, a 
transformation progressive du pro fil - Pro filome tres a con tat t 
du systeme M. 

3 Dbfinitions 

Dans le cadre de la presente Norme internationale, les defini- 
tions donnees dans I’ISO 468, I’ISO 1878, I’ISO 1879 et 
I’ISO 3274, ainsi que la definition suivante, sont applicables. 

bchantillon d’btalonnage des instruments : lkhantillon 
ayant des caracteristiques normalisees determinees avec preci- 
sion et permettant de verifier le fontionnement d’un instrument 
ou d’en definir un ou plusieurs elements. 

4 Types et applications des 6chantillons 
d’btalonnage des instruments 

L’etalonnage de la multitude d’instruments existants, aux fonc- 
tionnements les plus varies, exige plusieurs types d’echan- 
tillons. 

Chacun des echantillons etalonnes peut avoir un domaine 
d’application limit6 en fonction de ses caracteristiques propres 
et de celles de I’instrument 8 etalonner. La validite de I’etalon- 
nage d’un instrument donne est done fonction de I’association 
correcte de ces caracteristiques. 

Pour couvrir toute la gamme des besoins, la presente Norme 
internationale decrit quatre types d’echantillons dont chacun 
peut avoir un certain nombre de variantes. Les principales 
applications de ceux-ci sont specifiees en 4.1 a 4.4 et leurs 
dimensions et tolerances en 7.1 a 7.4. 

4.1 Type A 

Ces echantillons servent a verifier le grossissement vertical des 
enregistreurs de profil a capteurs sensibles au deplacement. 

4.1.1 Type Al 

Ces echantillons ont une large rainure etalonnee, a fond plat ou 
un certain nombre de rainures &par&es de profondeur identi- 
que ou croissante chacune d’entre elles &ant assez large pour 
etre insensible a la forme ou a l’etat de la pointe du palpeur. 

4.1.2 Type A2 

Ces echantillons sont similaires a ceux du type Al, mais la ou 
les rainures ont un fond arrondi de rayon suffisant pour etre 
insensible a la forme ou a I’etat de la pointe du palpeur. 

4.2 Type B 

Ces echantillons servent essentiellement a verifier I’etat de la 
pointe du palpeur. 

4.2.1 Type Bl 

Ces echantillons ont une rainure etroite ou un certain nombre 
de rainures separees de proportions choisies pour etre sensibles 
de facon croissante aux dimensions du palpeur. Les echantil- 
Ions sont destines a etre utilises avec les instruments a capteurs 
sensibles au deplacement. 

4.2.2 Type B2 

Ces echantillons presentent deux grilles de rainures de valeurs 
R, nominalement egales dont I’une est sensible et I’autre insen- 
sible aux dimensions de la pointe du palpeur. Ces grilles servent 
de point de comparaison pour la verification des pointes de pal- 

l 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 5436:1985
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d54cd50c-3152-47e2-9cd4-cec2679e37ea/iso-

5436-1985



IS0 54364985 IFI 

peur des instruments de mesurage des parametres dont les 
capteurs sont sensibles au deplacement, le critere pris etant le 
rapport des valeurs de R,. 

4.3 Type C 

Ces echantillons sont destines principalement a la verification 
des mesureurs de parametres. 

Ils presentent une grille de rainures repetitives de forme simple 
(sinusdidale, triangulaire ou en arcs de cercle) a proportion en 
harmoniques relativement faible. Ils servent essentiellement a 
I’etalonnage des mesureurs des parametres, mais peuvent ega- 
lement servir a verifier le grossissement horizontal si I’espace- 
ment des rainures est maintenu dans des limites acceptables a 
cet effet. 

L’une des caracteristiques essentielles des echantillons de 
type C est que des echantillons normalises de forme d’onde dif- 
ferente sont neanmoins compatibles, au sens qu’ils conduisent 
tous a la meme condition de verification ou d’etalonnage de 
I’instrument, pourvu qu’on les utilise correctement. 

Les valeurs des parametres annoncees, donnees par chaque 
echantillon se referent a des profils filtres a reference rectiligne 
decoulant de I’enregistrement obtenu suivant I’ISO 3274. Bien 
que les rainures plus larges soient generalement insensibles aux 
dimensions de la pointe du palpeur, cette sensibilite peut deve- 
nir appreciable avec les rainures les plus etroites. C’est la raison 
pour laquelle les valeurs du parametre doivent etre indiquees 
avec reference a la pointe du palpeur. 

4.3.1 Emploi pour des instruments sans patin 

Chaque echantillon permet d’etalonner les instruments sans 
patin (ceux qui tracent le profil par rapport a une reference rec- 
tiligne) en fonction du pas particulier des saillies de I’echantillon 
consider& 

L’objet de cette serie d’etalons est de permettre la verification 
de la caracteristique de transmission sur un certain nombre de 
pas et d’amplitudes. 

4.3.2 Emploi pour des instruments B patin 

L’emploi des echantillons de type C pour I’etalonnage des ins- 
truments a patin se limite aux instruments pour lesquels la mon- 
tee ou la descente du ou des patins sur les saillies, dont la 
valeur est generalement indeterminee, n’a qu’une influence 
minime sur I’etalonnage. Le meilleur resultat s’obtient avec 
I’utilisation d’echantillons ayant un espacement de saillies mini- 
mal, admissible par le palpeur comme c’est la pratique gene- 
rale, et comme il ressort de I’annexe B. 

4.4 Type D 

Ces echantillons sont destines a la verification globale de I’eta- 
lonnage des instruments de mesure. 

Ils ont des profils irreguliers (obtenus, par exemple, par rectifi- 
cation) dans la direction du palpage, mais presentent I’avantage 
d’une section transversale 8 peu pres constante sur toute leur 
longueur. 

Ces etalons simulent des pieces a pas de saillies tres varies mais 
reduisent le nombre de palpages necessaires pour obtenir une 
bonne valeur moyenne. Ils permettent la verification finale glo- 
bale, en garantie, de I’etalonnage. 

La precision susceptible d’etre obtenue en effectuant la 
moyenne de quelques palpages pris au hasard est generalement 
moindre qu’avec les echantillons de type C, mais elle peut etre 
suffisante en atelier. Des precisions superieures peuvent etre 
obtenues si la moyenne se fait sur un nombre statistiquement 
determine de palpages convenablement positionnes.1) 

5 Matbriaux 

Le materiau doit etre suffisamment dur pour assurer une duree 
de vie convenable par rapport au cout. La surface doit etre lisse 
et suffisamment plane pour ne pas avoir d’influence lors de 
I’evaluation des rainures. On utilisera de preference du verre ou 
du quartz, ou encore un materiau de durete superieure a 
750 HV. 

6 Dimensions des bchantillons 

La surface utile doit etre suffisamment grande pour offrir la lon- 
gueur totale de palpage requise pour toutes les determinations 
prevues. 

Un seul et meme bloc peut cornporter un type d’echantillons ou 
plusieurs. Pour assurer des conditions economiques optimales, 
les dimensions hors tout des echantillons ne sont pas donnees. 

7 Caractbristiques mbcaniques 

A noter que dans les tableaux qui suivent, les valeurs nominales 
sont affectees d’une tolerance large et que ces valeurs ne 
devraient pas servir de base a I’etalonnage des instruments (voir 
chapitre 9, notes 1 et 2). . 

7.1 Type A 

7.1.1 Type Al : Rainures larges 8 fond plat (voir figure 1 et 
tableau 1) 

Figure 1 - Rainure type Al 

1) Ceci fera I’objet d’une future Norme internationale. 
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IS0 54364985 (F) 

Tableau 1 - Valeurs nominales de la profondeur 
et de la largeur pour le type Al 

Valeurs en micromktres 

I Profondeur, Largeur, w d loo 0,3 loo l,o 200 3,0 200 10 500 30 500 100 I 

Si I’instrument a un patin, celui-ci ne doit pas traverser une rainure en meme temps que le palpew palpe Ia rainure 8 mesurer. 

Pour les tolerances, voir tableau 2. 

Tableau 2 - Tol6rances pour les types Al et A2 

Valeur 
nominale 

Pm 

0,3 
1 
3 

IO 
30 

100 

rolbrance 
sur la 
valeur 

nominale 

% 

f 20 
* 15 
Ik 10 
Ik 10 
z!I IO 
2k 10 

Incertitude de 
mesure admise hart-type 

;ur la profondeur par rapport 6 

moyenne la moyenne 

6talonnfSe &alonnbe 

% (pm) % 

+3 ( h 0,011 3 
f2 (AI 0,021 2 
+2 (+ 0,w 2 
+2 (AI 0,2) 2 
*2 (+ 0,6) 2 
+2 (f 2) 2 

7.1.2 Type AZ: Rainures larges B fond arrondi (voir figure 2 et tableau 3) 

I -A- 

L 

Figure 2 - Rainure type A2 

Tableau 3 - Valeurs nominales de la profondeur 
et du rayon pour le type A2 

Profondeur, d (pm) 1,0 3,0 10 30 100 
Rayon, r (mm) I,5 1,5 I,5 0,75 0,75 

Si I’instrument a un patin, celui-ci ne doit pas traverser une rainure en m&e temps que le palpeur palpe Ia rainure 3 mesurer. 

Pour les tolerances, voir tableau 2. 

7.1.3 La base d’evaluation des types Al et A2 figure en 8.1; les exigences relatives % I’indication des valeurs moyennes sont donnees 
au chapitre 9; un guide pour I’etalonnage est don& aux chapitres A.1 et A.2 et le guide d’emploi figure aux chapitres B.l et B.2. 

7.2 Rainures de type B pour la vkification des pointes de palpeur 

7.2.1 Type Bl 

La mise au point d’echantillons a rainures etroites individualisees est en tours mais n’est pas suffisamment avancee pour permettre 
une normalisation. 

7.2.2 Type B2 

Ces echantillons possedent deux grilles de rainure etablies sur une base commune. 
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1so5436-1985 IFI 

7.2.2.1 Grille sensible (voir figure 3) 

Rainures formant un triangle isocele a saillies et creux pointus pour verification des rayons de pointe 10 pm. 

S m 

Figure 3 - Rainures type B2 (grille sensible) 

Pour les pointes de rayon 10 pm: 

- a = 150” 

- Rzl = 0,5 pm + 5 % 

S, doit etre determine par a et R, et a done la valeur-limite moyenne de 15 pm, 

Pour les tolerances, voir tableau 4. 

7.2.2.2 Grille non sensible (voir figure 4) 

Rainures sinusoidales ou en arcs de cercle de dimensions choisies pour rendre R, pratiquement independant de la dimension de pointe 
du palpeur. 

\I\ ,A\- ,/ 
Figure 4 - Rainures type B2 (grille non sensible) 

Pour les pointes de rayon 10 pm: 

- Ra = 0,5 pm + 5 % 

- S, = 0,25 mm 

Pour les tolerances, voir tableau 4. 

NOTES 

1 Des rainures spkiales pour pointes 3 rayon infhieur 3 10 pm (si cela est possible) restent encore 8 me&e au point. 

2 Pour des raisons pratiques, on peut ajouter pour Mtalonnage de R, une ou plusieurs grilles de type C. Ces grilles doivent 6tre clairement diffhen- 
ci6es des deux grilles de type 82. 

7.2.3 La base d’evaluation du type B2 figure en 8.2, les tolerances sont don&es en 7.2.2 et au tableau 4, et le guide d’emploi figure 
au chapitre B.4. 

Tableau 4 - Tolkances pour les grilles sensibles 
et non sensibles du type B2 

Valeur nominale Tohkance sur la valeur 

pour grilles pour grilles 
nominale 

sensibles non sensibles % 

a = 150° 

Ra = 0,5 pm R, = 0,5 pm +5 

S, = 15 pm s, = 0,25 mm 

Rapport des valeurs moyennes de R, +2 
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7.3 Type C 

Les valeurs nominales donnbes en 7.3.1,7.3.2 et 7.3.4 sont des valeurs qui supposent une attenuation negligeable par le palpeur ou le 
filtre. 

7.3.1 Type Cl: Rainures A profils sinuso’idaux (voir figure 5 et tableau 5) 

Figure 5 - Rainures type Cl 

Tableau 5 - Valeurs nominales de R, pour le type Cl 

Pas moyen des irrbgularith du profil, S,, m m  

0,08 0,25 W3 25 
R,f IJm 

OJ 0,3 1 3 
0,3 1 3 IO 
1 3 IO 30 
3 IO 30 - 

Pour les tokrances, voir tableau 6. 

Tableau 6 - Toltjrances pour les types Cl 3 C4 

Valeur nominale de R, 
I 

Tolbrance S W  la 
valeur nominale 

Incertitude de mesure 
admise sur la valeur 

moyenne indiquee de R, 

%  

Eta rt-type 
par rapport A  la 
valeur moyenne 

OJ k- 25 
0,3 * 20 
1 z!I 15 
3 f 10 

10 z!I 10 

30 I!I IO 

+3 

+2 

f2 
+2 

+2 

+2 

NOTE - L’onde sinusoidale constitue une reference ideale pour I’etalonnage d’un instrument sensible a la frequence car I’onde sinusoidale parfaite, 
exempte d’harmonique, n’est pas changee de forme par le filtre d’ondes et corrrespond directement 51 la caracteristique de transmission definie dans 
I’ISO 3274. 

7.3.2 Type C2: Rainures & profil de triangle isoc&le (voir figure 6 et tableau 7) 

Figure 6 - Rainures type C2 
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Tableau 7 - Valeurs nominales de I?, et a pour le type C2 

Pas moyen des irr6gulariths du profil, S,, m m  

0,08 0,25 W3 2,5 a0 
&I lum 

w Or3 LO 3 178,9 

Of3 LO 3 10 176,4 

J,O 3 IO 30 168,6 

3 10 30 - l44,5 

Pour les tolerances, voir tableau 6. 

7.3.3 Type C3: Rainures sinusoi’dales sirnukes (voir figure 7) 

Les ondes sont des simulations d’ondes sinuso’idales incluant des profils triangulaires a saillies et creux arrondis ou tronques dont la 
teneur totale efficace en harmonique ne doit pas depasser 10 %  de la valeur efficace de I’onde fondamentale. 

Pour les tolerances, voir tableau 6. 

Figure 7 - Rainures type C4 

NOTE - Des kchantillons de ce genre sont souvent fournis par les fabricants d’instruments pour 6talonner leurs propres instruments, mais sans enga- 
gement quant ZI une extension de leur utilisation. 

7.3.4 Type C4: Rainures 3 profil en arcs de cercle (voir figure 8 et tableau 8) 

S m 

~ J-17 IA ~- ,A\ ,/ 

Figure 8 - Rainures type C4 

Tableau 8 - Valeurs nominales non filtrhes de R, 
pour le type C4 

I Pas moyen des irr6gulariths du profil, S,, m m  

I 0,25 I Ok3 

02 32 
3,2 6,3 

6,3 12,5 

12,5 25 

Pour les tolerances, voir tableau 6. 

7.4 Type D: Profils unidirectionnels irreguliers (voir figure 9) 

II s’agit de profils de rectification irreguliers se rep&ant tous les 4 mm sur la longueur de I’echantillon. Perpendiculairement a la direc- 
tion de mesurage des echantillons, les rainures de production ont une forme de profil constant sur la surface qui sert a la mesure. 

Les valeurs nominales filtrees, R,, des echantillons sont, en micrometres, de: 0,15; 1,5 (longueur d’onde de coupure 0,8 mm). 

Pour les tolerances, voir tableau 9. 
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IS0 5436-1985 (El 

Tableau 9 - Tolkances pour le type D 

Tolbrance sur la Incertitude de mesure 
Valeur nominale de R, valeur nominale admise sur la valeur hart-type par rapport 

moyenne indiqube de R, 8 la valeur moyenne 

w % % % 

0,15 IL 30 +5 4 
0,5 I!I 20 +3 3 
I,5 * 15 +3 3 

1) Sur 12 lectures r6guli&ement reparties. 

4mm 4mm 

Figure 9 - Rainures type D (repetition du profil tous les 4 mm) 

7.5 La base d’evaluation des types C et D figure en 8.3. Le 
guide pour I’etalonnage figure dans le chapitre A.3 alors que les 
chapitres B.3 8 B.6 se rapportent a I’emploi et autres questions 
connexes. 

8 Base d’baluation des valeurs 6talonnbes 

8.1 Type A 

8.1.1 Type Al 

On trace par dessus la rainure une ligne moyenne rectiligne 
continue, egale en longueur a trois fois la largeur de celle-ci, qui 
represente le niveau superieur de la surface, et une autre qui 
represente le niveau inferieur. Ces deux lignes s’etendent de 
facon symetrique de part et d’autre de la rainure (voir figure 10). , 

Pour eviter I’influence d’arrondis d’angle eventuels, on ne tient 
pas compte de la surface superieure de chaque c&e de la rai- 
nure sur une longueur egale au tiers de la largeur de celle-ci. La 
surface au fond de la rainure n’est &al&e que sur le tiers cen- 
tral de sa largeur. Les portions servant a I’evaluation sont done 
celles qui sont marquees A, B, et C sur la figure 10. 

Figure 10 - Evaluation des valeurs 6talonn6es pour le 
type Al 

La profondeur d de la rainure doit etre evaluee perpendiculaire- 
ment entre la ligne moyenne superieure et le point-milieu de la 
ligne moyenne inferieure. 

NOTE - La profondeur d dhfinie ici est 6gale 81 la profondeur moyenne 
de la partie C en dessous de la ligne moyenne supbieure. 

Le nombre des releves effect&s doit etre significatif, au moins 
egal a cinq et les releves doivent etre repartis de facon uniforme. 

8.1.2 Type A2 

On trace au-dessus de la rainure une ligne moyenne represen- 
tant le niveau superieur, comme indique pour le type Al. La 
profondeur doit etre evaluee a partir de la ligne moyenne supe- 
rieure jusqu’au point le plus bas de la rainure. 

Un nombre significatif, au moins egal a cinq, de releves repartis 
de facon uniforme doit etre fait. , 

8.2 Type B2 

On etalonne, a I’aide d’une pointe relativement aigue (rayon 
nominal 2 pm) et d’un filtre etalon 2 R-Cl) ayant une longueur 
d’onde de coupure de 0,25 mm suivant IWO 3274 le rapport 
entre la moyenne R, de la grille sensible et la moyenne R, de la 
grille non sensible. (Voir chapitre 8.4.) 

Au moins 18 releves egalement repartis doivent etre effectues 
sur chaque grille, tous les reglages de I’instrument &ant main- 
tenus constants pendant I’evaluation. 

8.3 Types Cl iI C4 et D 

Le profil doit etre palpe par un ou plusieurs palpeurs a pointe 
specifiee par rapport a une reference rectiligne. Une valeur R, 
doit etre determinee par mesurage ou calcul apres modification 

1) C indiquant la capacit6 et R la resistance. 
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du profil trace par chacun des filtres etalons 2 R-C definis dans 
I’ISO 3274 pour lesquels la longueur d’evaluation est inferieure 
a la longueur de la grille, le filtre &ant design6 par sa longueur 
d’onde de coupure (longueur d’onde a laquelle il donne une 
transmission de 75 %I. 

Le nombre de releves effect&s doit etre significatif, au moins 
egal a 12 et les releves repartis de facon uniforme. 

Si le profil est palpe par une pointe de 2 vrn, les valeurs corres- 
pondant a d’autres pointes peuvent etre deduites par le calcul, 
mais le fait doit etre mentionne. 

Le nombre des releves effect&s doit etre significatif, au moins 
egal a 12 et les releves repartis de facon uniforme. 

Si le profil est palpe par une pointe de 2 pm, les valeurs corres- 
pondant a d’autres pointes peuvent etre deduites par le calcul, 
mais le fait doit etre mentionne. 

9 Marquage 

Chaque echantillon ayant fait I’objet d’un etalonnage individuel 
doit etre fourni accompagne des indications suivantes, 
lorsqu’elles s’appliquent : 

a) le ou les types de I’echantillon; 

b) la ou les valeurs nominales; 

c) le rayon effectif de la pointe (ou des pointes) de palpeur 
auquel s’applique chaque valeur d’etalonnage; 

d) details concernant I’etalonnage : 

1) pour les types Al et A2, la valeur moyenne etalon- 
nee de la profondeur de rainure, I’ecart-type par rapport 
a la moyenne, et le nombre de releves, uniformement 
repartis, eff ectues; 

2) pour le type 82, le rapport etalonne des valeurs 
moyennes R, de la grille non sensible et de la grille sensi- 
ble donnees par une pointe de faible rayon (pas plus de 
2 pm de rayon nominal); 

3) pour les types C et D, la valeur moyenne etalonnee 
de R, pour chaque pointe utilisee et pour chaque carac- 
teristique de transmission du filtre 2 R-C (le filtre etant 
defini par sa longueur d’onde de coupure a 75 % de 
transmission), - I’ecart-type par rapport a chaque 
moyenne et le nombre d’observations faites; 

e) I’incertitude admise sur la valeur moyenne etalonnee 
donnee aux tableaux 2, 4, 6 et 9; 

f) toute autre condition de reference de I’etalonnage, par 
exemple la base de I’evaluation digitale (discretisation des 
ordonnees, quantification verticale) et si les valeurs decla- 
rees se referent a un mesurage direct ou sont des valeurs 
derivees. 

NOTES 

1 La valeur nominale ne set? que d’aide 9 I’identification. Elle est 
affectee d’une tolerance large en raison de motifs d’ordre economique 
de fabrication. L’ecart entre la valeur nominale et la valeur etalonnee ne 
constitue pas une erreur. 

2 La valeur moyenne etalonnee est la valeur a utiliser pour etalonner 
les instruments. C’est la valeur moyenne mesuree d’un nombre donne 
de palpages repartis sur la surface de mesure de I’echantillon, corrigee 
dans la mesure oti on les connait, des erreurs prealablement determi- 
nees du materiel d’etalonnage (voir annexe C). Un certain degre 
d’incertitude est admis sur la valeur moyenne etalonnee pour permettre 
des erreurs residuelles non connues et done non corrigeables, du mate- 
riel d’etalonnage. 

3 L’ecart-type indique est I’ecart-type des valeurs mesurees, corrige 
si possible de I’ecart-type estime du materiel d’etalonnage. 

En principe, on peut evaluer l’erreur aleatoire de I’instrument pour le 
mode d’utilisation choisi en palpant I’echantillon un certain nombre de 
fois sur une trajectoire chaque fois exactement identique. Pour empe- 
cher I’usure de la trajectoire et son influence progressive sur la valeur, il 
est en general acceptable de palper sur plusieurs trajectoires tres voisi- 
nes et de supposer qu’elles sont identiques. On peut par exemple pal- 
per cinq fois chacune, cinq trajectoires espacees de 0,l mm. 

Les indications mention&es ici doivent si possible toutes figu- 
rer sur chaque echantillon. Mais si I’espace disponible est insuf- 
fisant, on pourra indiquer les valeurs separement, en ne repe- 
rant l’echantillon que par un numero de serie, par exemple. 
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Annexe A 

Etalonnage des Gchantillons d’&alonnage des instruments 

A.1 Mode opdratoire general pour les bchantillons de type A 

On peut utiliser un instrument a palpeur avec capteur de deplacement, ou un interferometre optique. 

Les resultats obtenus par interferometrie peuvent etre rapport& directement a la longueur d’onde de la lumiere, mais ne portent gene- 
ralement que sur des rainures peu profondes, a moins que I’instrument ne soit concu pour permettre la desensibilisation optique. La 
surface peut eventuellement etre metallisee pour donner une reflectivite suffisante et la qualite des franges peut limiter la precision 
obtenue. 

Les resultats obtenus avec un palpeur sont rapport& indirectement a la longueur d’onde de la lumiere, mais ce procede couvre sans 
difficult6 toute la gamme des echantillons. 

II peut en theorie y avoir une tres petite divergence entre les deux methodes. Cela peut etre d2r au fait que les surfaces superieure et 
inferieure peuvent presenter des differences de proprietes mecaniques et optiques ou que la methode utilisant le palpeur mesure des 
sections transversales normales, et la methode optique mesure en general des sections transversales obliques, ce qui suppose une 
uniformite sur la longueur de la rainure prise en compte par obliquite. En pratique toutefois, ces effets sont generalement negligea- 
bles. 

A.2 Mode opkatoire pour les khantillons de type A avec un instrument & palpeur 

On etalonne d’abord le grossissement vertical de I’instrument. Dans ce but, on peut former un gradin, de taille aussi voisine que possi- 
ble de celle de I’etalon par accollage de deux tales-etalons sur une glace optique. L’instrument est ensuite utilise comme comparateur 
de facon a comparer le gradin de I’echantillon a celui de la tale-etalon. Ce procede tend a annuler les erreurs residuelles dues a I’instru- 
ment. Pour obtenir la precision maximale, il convient de proceder a au moins cinq palpages repartis de facon uniforme le long de I’axe 
marque de la rainure et a un nombre de palpages correspondants sur le gradin de la tale-etalon. 

Les tales-etalons doivent de preference etre concues de telle sorte que leurs cot& adjacents forment des angles suffisamment aigus 
pour donner un gradin clairement defini sur le graphique du profil comme le montre la figure 11. 

Figure 11 - Graphiques du profil 

On peut egalement accoller plusieurs tales-etalons de facon a obtenir une serie de gradins comme le montre la figure 12, en veillant 
tout particulierement 8 la planeite et au parallelisme des surfaces. Les gradins peuvent etre etalonnes directement par interferometrie. 

Figure 12 - Cales-btalons dormant une sQrie de gradins 

Au-dela de 2 pm, les gradins des tales-etalons peuvent etre utilises directement, mais dans le cas de deplacements plus faibles, 
I’erreur d’etalonnage du gradin des tales peut rep&enter a elle seule une portion excessivement large de la hauteur du gradin. Les 
petits deplacements, jusqu’a 0,2 pm peuvent etre realises par reduction a I’echelle de gradins plus grands, a I’aide d’un levier reduc- 
teur p&is. On adopte des reductions de 10 ou 20 fois. 
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